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第 1 章では，本研究の背景と目的および、意義について述べている o
第 2 章では， 111員序回路のテストに関する基本概念の説明や用語の定義を行っている O
第 3 章では，短縮スキャンシフト法の基本的概念と，第 4 章から第 6 章で提案する手法に共通する技法について述
べている。ここでは故障を検出するために制御や観測が必要となるフリップフロッフ。の求め方について，出来るだけ
テスト系列が短くなるような手法を提案している O








第 6 章では， リタイミング技法を応用した短縮スキャンシフト法を提案しているo ここでは，出力関数を変えずに
フリップフロップの配置を変えるリタイミング技法を 3 つのタイプに分けてテスト系列が短くなる場合の条件につい
て議論している D また， リタイミングによって得られた回路に対するテスト系列を少ない計算量で得る手法を提案し
ている O ベンチマーク回路に対する実験結果を示し提案方法の有効性を明らかにしている。






















(4) フリップフロップを再配置するリタイミングを短縮スキャンシフト法に応用する手法を提案し， フリ y プフロップ
の可制御性や可観測性を目的関数としてリタイミングを適用し，テスト系列長を短縮することが出来ることを明らか
にしている。
(5)区別系列を持つ順序回路に対するテスト系列の短縮法を提案し，区別系列を用いて組合せ回路のテストベクトルの
印加順序を考慮することによって，高い故障検出率のもとでテスト系列長の短縮を実現出来ることを明らかにしてい
忍。
以上のように本論文は， LSI のテスト容易化設計法について述べたものであり，順序回路に対する新しいテスト系
列短縮法を提案しその有効性を明らかにし， LSI の高信頼化設計に対して多くの知見を得ており，応用物理学，特に
計算機工学，集積回路工学に寄与するところが大きい。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認めるo
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